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oli 青

    GB/T 8753《铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法》分为如下4个部分:

    —     GB/T 8753.1-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分 无硝
酸预浸的磷铬酸法

    - GB/T 8753. 2-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第2部分 硝酸

预浸的磷铬酸法

    —     GB/T 8753. 3-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第3部分 导
纳法

    —     GB/T 8753. 4-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第4部分 酸处
理后的染色斑点法

    本部分为GB/T 8753的第3部分。

    本部分修改采用ISO 2931:1983《铝及其合金阳极氧化 导纳或阻抗法测定氧化膜的封孔质量》

(英文版)，并根据ISO 2931:1983重新起草。为了方便比较，在资料性附录A中列出了本部分章条和

对应的国际标准章条的对照一览表。

    本部分在采用国际标准时进行了修改，这些技术差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边

空白处。主要差异如下:

    — 本部分只采用ISO 2931:1983中的导纳法。阻抗法与导纳法测定氧化膜封孔质量的原理和方

        法相同，但仪器有别。我国实际生产中未曾使用阻抗法，欧盟标准EN 12373. 1̂-12373. 19:
        1999《铝及铝合金阳极氧化》也只采用了导纳法。

    — 本部分增加了试验报告的内容。

    本部分代替GB/T 11110-1989《铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜的封孔质量的测定方法 导

纳法》。

    本部分与GB/T 11110-1989相比，主要变化如下;

    — 第一章中“适用于铝及铝合金在水溶液或水蒸汽中封孔的阳极氧化膜封孔质量的测定”修改为

        “适用于铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的快速无损测定”。

    — 第7.1.1节中的“封孔后24 h-72 h内测试”修改为“封孔后24 h以上测试”。

    本部分从阳极氧化膜的电绝缘性间接判断封孔质量，属无损检验方法，可作为生产控制检验

    本部分的附录A为资料性附录。

    本部分由中国有色金属工业协会提出。

    本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

    本部分负责起草单位:北京有色金属研究总院。

    本部分参加起草单位:广东坚美铝型材厂有限公司、深圳华加日铝业有限公司。

    本部分主要起草人:朱祖芳、李永丰、戴悦星、关业武、谭群燕、姚立群、章吉林。

    本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释

    本部分所代替的历次版本标准发布情况为:

    - GB/T 11110-1989
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    铝及铝合金阳极氧化

氧化膜封孔质量的评定方法

    第3部分:导纳法

范 围

    本部分规定了导纳法测定铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的方法。

    本部分适用于在水溶液中封孔的，膜厚大于3 mm的铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量的快速无损

测定 。

    本部分规定的方法既适用于热封孔的阳极氧化膜，也适用于冷封孔的阳极氧化膜。

    本部分可作为产品质量控制方法，也可作为供需双方商定的验收方法。

方法原理

    用导纳法测定铝及铝合金阳极氧化膜经封孔后的表面导纳值，可知氧化膜的电绝缘性(即阻抗)，从

而判断氧化膜封孔质量。

    铝及铝合金的阳极氧化膜可以等效为由若干电阻和电容在交流电路中经串联和并联组成的电路。

导纳值决定于以下变量:铝合金材质、封孔工艺、阳极氧化膜的厚度和密度、着色方法、封孔与测试之间

的间隔时间和存放条件。

术语

下列术语适用于本部分。

导纳 admittance

导纳为阻抗的倒数，按式(1)计算:
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式 中:

y 导纳，单位为微西门子(ps) ;

R— 电阻，单位为欧姆(n);
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交流电频率，单位为赫兹(Hz);

电容，单位为法拉(F),

无水乙醇(G Hs OH)或丙酮(CHs COCH,) ,

氧化镁(Mg0).

电解液:硫酸钾溶液((35 g/L)或氯化钠溶液((35 g/L)o
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导纳仪:量程3 IS-300 KS，精度士5%，工作频率为1 000 Hz士10 Hz.

电解池:由内径13 mm、厚度5 mm的自粘橡胶圈构成。电解池内表面积为133 mm' e
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6 试 样

6， 试样尺寸形状不限，但检测部位面积应大于电解池内表面积，检测部位的膜厚应大于3 1m

6.2 试样的测试部位用无水乙醇或丙酮进行脱脂预处理。如试样在封孔后表面已涂覆石蜡、硅油或清

漆，则先用无水乙醇或丙酮脱脂，然后用氧化镁或浮石粉和水擦洗，直至无水渍

7 测试 步骤

7. 1 测试条件

7.1.1 水蒸汽或热水封孔的试样，应在封孔并冷却至室温后 1h--4h内测试，不得超过48 h。冷封孔

的试样应在封孔后24 h以上测试。

7.1.2 测试温度范围为 100C-350C,

7.2 测试步骤

7.2. 1 将导纳仪的一个电极接到试样上，并与基体保持良好的电接触

7.2.2 将电解池粘到试样的测试部位(如试样的几何形状改变了电解池的面积，则电解池面积必须重

新 测定)。

7.2.3将电解液((4.4)注人电解池(如测试部位不能水平放置，可将浸透电解液的脱脂棉放人电解池

中)。每次测量应使用新的橡胶圈和新的电解液。

7.2.4 在电解液中擂人导纳仪的另一个电极，对于指针显示仪表，应选择测量范围，使其导纳值大于刻

度的1/3

7.2.5 插人电极2 min后读数 如2 min后导纳值还继续增加，再过3 min后取最后读数

7.2.6 测定测试部位的氧化膜厚度

8 结果表示

需对不同条件下的测量数据进行比较时，应进行如下计算:

a) 计算电解池面积为133 mm“时的导纳修正值

Y,一Ym X 1333 (2)

式 中:

Y— 电解池面积为 133 mm“时的导纳修正值，单位为微西门子(I's);

Ym— 导纳实际测量值，单位为微西门子(PS) ;

A— 电解池实际测量面积，单位为平方毫米(mm')

b) 计算电解池面积为133 mm2,测试温度为25℃时的导纳修正值

                                      Y:一 Y, X五 ······························⋯⋯ (3)

式 中:

Yz— 电解池面积为133 mm',测试温度为25℃时的导纳修正值，单位为微西门子年S);

Y,— 电解池面积为133 mmz时的导纳修正值，单位为微西门子(I's);

f— 实际测试温度下的温度系数，温度系数和温度的关系见表to

                              表 1 温度 系数 和温度 的关系

温度/℃ 10 12. 5 15 17.5 20 22.5 25 27, 5 30 32. 5 35

温度系数 1.30 1. 25 1. 20 1.15 1. 10 1. 05 1.00 0. 95 0.90 0. 85 0.80
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C) 计算电解池面积为133 mm',测试温度为250C,氧化膜厚度为20 um时的导纳修正值

Y3一Yz X矗 (4 )

式 中:

Yz— 电解池面积为133 mm',测试温度为250C,氧化膜厚度为20 dam时的导纳修正值;单位为微

      西门子(j}S);

Y— 电解池面积为133 mm',测量温度为25℃时的导纳修正值，单位为微西门子(t(S);

  e 氧化膜实际测量厚度，单位为微米(Km),

试验报告

试验报告包括以下内容 :

a) 本部分编号 ;

b) 仪器型号，生产厂名;

C) 生产批号 ;

d) 电解池 面积 ;

e) 测试温度(电解液温度);

f) 被测试部位氧化膜厚度;

9) 氧化膜测量导纳值;

h) 氧化膜导纳值修正值 ;

i) 试验 日期 ;

7) 测试人员 。
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                  附 录 A

                (资料性附录)

本部分章条编号与 ISO 2931:1983章 条编号对 照

表 A. 1 本部分章条编号与 ISO 2931:1983章 条编 号对照

本部分章条编号 对应的国际标准章条编号

1 1,2

3

3 4

2 5

5.1 6.1

5.2 6. 2. 1

6-2. 2

4. 1- 4.3

4. 4 6. 3

6. 1 7

6.2,7 8

8 9

9


